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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) -

Partie 4-6: Techniques d'essai et de mesure —
Immunité aux perturbations conduites,
induites par les champs radioélectriques

AVANT-PROPOS

1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEIl) est une organisation mondial tion’somposée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de Ya CEl): objet de
favoriser Ia coopération internationale pour toutes les questions de pormalisation ddmaines de

iAternationales,
u public (PAS) et des
es comités d' études

des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifigations, acegssibles\a
Guides (ci-aprés dénommés "Publlcatlon(s) de Ia CEI") Leur elab atlon est c'ee a d

outes Publications de la CEIl et toutes publications
indiquées en termes clairs dans ces derniéres.

sont en possession de la derniére édition de cette publication.

imputée a la CEIl, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou

8) L'attention est attirée syr les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées est obltgatdire pour une application correcte de la présente publication.

9) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 61000-4-6 a été établie par le sous-comité 77B: Phénoménes
haute fréquence, du comité d'études 77 de la CEl: Compatibilité électromagnétique.

Elle constitue la partie 4-6 de la CEI 61000. Elle a le statut de publication fondamentale en
CEM en accord avec le Guide 107 de la CEIl, Compatibilité électromagnétique — Guide pour la
rédaction des publications sur la compatibilité électromagnétique.

La présente version consolidée de la CEl 61000-4-6 est issue de la deuxiéme édition (2003)
[documents 77B/377/FDIS et 77B/384/RVD] et de son amendement 1 (2004) [documents
77B/426/FDIS et 77B/431/RVD].

Elle porte le numéro d'édition 2.1.
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1

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) -

Part 4-6: Testing and measurement techniques —
Immunity to conducted disturbances,
induced by radio-frequency fields

FOREWORD

The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organizati
all national electrotechnical committees (IEC National Committees).
international co-operation on all questions concerning standardization in

In order to promote international ommittees undertake to apply IEC Publications
transparently to the maximum\extent pessible i ational and regional publications. Any divergence
between any IEC Public QAN e cogresponding national or regional publication shall be clearly indicated in
the latter.

) ireCtors, employees, servants or agents including individual experts and
members of/ts techRicakco ittees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or
other damage of a QN2 whaie
expensgs™arising \Qut of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC

indispensable foxthe cogrect application of this publication.

Attention is drawn to“the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61000-4-6 has been prepared by subcommittee 77B: High-
frequency phenomena, of IEC technical committee 77: Electromagnetic compatibility.

This standard forms part 4-6 of IEC 61000. It has the status of a basic EMC publication in
accordance with IEC Guide 107, Electromagnetic compatibility — Guide to the drafting of
electromagnetic compatibility publications.

This consolidated version of IEC 61000-4-6 is based on the second edition (2003) [documents
77B/377/FDIS and 77B/384/RVD] and its amendment 1 (2004) [documents 77B/426/FDIS and
77B/431/RVD].

It bears the edition number 2.1.
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Une ligne verticale dans la marge indique ou la publication de base a été modifiée par
I'amendement 1.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de ses amendements ne sera
pas modifié avant la date de maintenance indiquée sur le site web de la CEl sous
"http://webstore.iec.ch" dans les données relatives a la publication recherchée. A cette date, la
publication sera

* reconduite,

s supprimée,

* remplacée par une édition révisée, ou

@%

* amendée.

N
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A vertical line in the margin shows where the base publication has been modified by
amendment 1.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of the base publication and its amendments will
remain unchanged until the maintenance result date indicated on the IEC web site under
"http://webstore.iec.ch" in the data related to the specific publication. At this date, the
publication will be

* reconfirmed,

* withdrawn,

+ replaced by a revised edition, or

* amended.

@%
S
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INTRODUCTION

La CEIl 61000 est publiée sous forme de plusieurs parties conformément a la structure
suivante:

Partie 1: Généralités

Considérations générales (introduction, principes fondamentaux)
Définitions, terminologie

Partie 2: Environnement

Description de I'environnement

Classification de I'environnement

Niveaux de compatibilité
Partie 3: Limites
Limites d'émission

Limites d'immunité (dans la mesure ou elles ng
comités de produit)

la responsabilité des

Partie 4: Techniques d'essai et de mg

Techniques de mesure
Techniques d'essai

Partie 5: Guide d'installat

Guide d'installation
Méthodes et dispo
Partie 6: Normei% 3

Partie 9: Divers

Chaque partis \ to bdivisée en plusieurs parties, publiées soit comme Normes
internati e spécifications techniques ou rapports techniques, dont certaines
ont déja e amme sections. D’autres seront publiées avec le numéro de partie, suivi

d’un tiret et complété\d’'urf second numéro identifiant la subdivision (exemple : 61000-6-1).

La présente partie est une Norme internationale qui donne les exigences d’immunité et les
procédures d’essai relatives aux perturbations conduites induites par les champs radio-
fréquence.
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INTRODUCTION
IEC 61000 is published in separate parts according to the following structure:

Part 1: General

General considerations (introduction, fundamental principles)
Definitions, terminology

Part 2: Environment

Description of the environment
Classification of the environment
Compatibility levels

Part 3: Limits

Emission limits

Immunity limits (in so far as they do not fall under the
committees)

Part 4: Testing and measurement techniques

Measurement techniques
Testing techniques

Part 5: Installation and mitigation gu'del@

Installation guidelines

Mitigation methods

Part 6: Generic@d

This part is an international standard which gives immunity requirements and test procedure
related to conducted disturbances induced by radio-frequency fields.
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COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) -
Partie 4-6: Techniques d'essai et de mesure —

Immunité aux perturbations conduites,
induites par les champs radioélectriques

1 Domaine d'application et objet

NOTE 1 Les méthodes d'essai sont définies dans la présente parfie
perturbateurs conduits, induits par le rayonnement électromagnétique,<a
et la mesure de ces perturbations conduites n'est pas parfaitemept-e

’ Sriel vis- ’ snoméne défini,
NOTE 2 Comme décrit dans le \ ' norme est une publication fondamentale en CEM
inée a & ilisé &9 s deta omme indiqué également dans le Guide 107, il
incombe aux comités de ppedui stermi S |I convient d’appliquer ou non cette norme d’essai
d’immunité, et si tel est lg¢ cas, A 2 5 ité—de déterminer les niveaux d’essai et les criteres de

performance approprigs. L& é€s sont préts a coopérer avec les comités de produits a
I’évaluation de la v ités sulie i

2 Références no

Les documentis~de suivants sont indispensables pour l'application du présent
document, Pour les datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les références non
datées, du document de référence s'applique (y compris les éventuels

CEI 60050(161 ocabulaire Electrotechnique International (VEI) — Chapitre 161:
Compatibilité électromagnétique

3 Définitions

Pour les besoins de la présente partie de la CEI 61000, les définitions données dans la CEl
60050(161), ainsi que les suivantes, s'appliquent.

3.1

main fictive

réseau électrique simulant lI'impédance du corps humain existant entre un appareil électrique
tenu a la main et la terre dans des conditions moyennes d'utilisation

[VEI 161-04-27]

NOTE Il convient que sa structure soit conforme a la CISPR 16-1.
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